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COMPETENCES SPECIFIQUES

» Microscopie Interférométrique
» Intégration de systémes de mesures et d'imagerie

DOMAINES DE RECHERCHE

» Nanotopographie de surface
» Systeme de métrologie « full wafer»

TRAVAUX EXEMPLAIRES
» M. Jobin, R. Foschia, “Improving the resolution of interference microscopes” , Measure-
ment, 41, 896 (2008)
» M. Johin, Ph. Passeraub, R. Foschia, “Nanometrology for MEMS : combination of optical
interference, atomic force microscopy and nanoindentor-based actuator” , Proc. SPIE
6188, 61880T (2006)
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